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Sposob wyznaczania elektrycznych parametrow materialow
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Przedmiotem wynalazku jest sposOéb wyznacza-'

nia elektrycznych parametré6w matenialéw oparty
na pomiarze zmiany stanéw polaryzacji fali elek-
tromagnetycznej ugietej na badanym materiale.

Dotychczas wyznaczanie elektrycznych parame-
tréw materialéw w zakresie mikrofalowym odby-
wa sie przez pomiary metodami rezonatorowymi,
impedancyjnymi lub propagacyjnymi niedyfrakcyj-
nymi.

Metody rezonatorowe oparte sg na zjawisku
przestrojenia wneki rezonansowej oraz zmiany jej
dobroci na skutek umieszczenia w niej badanej
probki, Mozna réwniez rozpylié badany materiat
na wewnetrznych $ciankach rezonatora i poréw-
naé¢ jego dobroé i czestotliwo§é rezonansowsg z
WzOrcowg wneka.

Metody impedancyjne polegaja na wprowadzeniu
do falowoduNgadanej prébki i pomiarze statej pro-
pagacji poprzez pomiar wspélczynnika fali stojg-
cej przy zwartym falowodzie, badz w ukladzie
mostkowym poprzez pomiar wspodlczynnika trans-
misji lub wspélezynnika odbicia dla prébki wy-
pelniajgcej falowédd.

Metody propagacyjne niedyfrakcyjne wykorzy-
stujace wolnoprzestrzenng propagacje fal opierajag
sie gléwnie na pomiarach wspolczynnika zalamania
oraz wspdiczynnika ekstynkcji. Badanie odbicia,
przechodzenia, wreszcie rozproszenia fal elektro-
magnetycznych dostarcza odpowiednich danych.
Stosowane sg réwniez metody interﬁerometrycz’ne.
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W metodzie propagacyjnej nie korzysta sie dotych-
czas ze zjawiska dyfrakcji.

Metody rezonatorowe i impedancyjne majg pod-
stawowa wade polegajaca na tym, Ze pomiar od-
bywa sie wewnagtrz ukiadu mikrofalowego i bli-
sko$§é $cianek wnek i falowodé6w wplywa w znacz-
nym stopniu na elektryczne parametry badanych
materiatow.

Metody propagalcyj'ne natomlast stosowane do tej
pory nie sg w stanie unikngé zakl6cen dyfrakcyj-
nych, majacych dla mikrofal do§¢ duzy wplyw na
wyniki pomiarow.

Celem wynalazku jest usuniecie wyzej opisa-
nych niedogodno$ci przez opracowanie sposobu wy-
znaczania elektrycznych parametréw materiatéw
opartego na pomiarach zmiany stanéw polaryzacji
swobodnie propagujgcej sie fali elektromagnetycz-
nej ugietej na badanym materiale.

Wedlug wynalazku wyznaczanie elektrycznych
parametré6w materialtéw odbywa sie dwustopnio-
wo. Najpierw z pomiaréw zmian stanéw polaryza-
cji fali ugietej wyznacza sie zespolony wspbiczyn-
nik odbicia, nastepnie ze znanej zaleznoéci oblicza
sie przenikalno$§¢ dielektryczng i przewodno$é czyli
interesujgce nas parametry materiatow.

W tym celu musimy przygotowaé¢ badany ma-
terial w postaci plaskiego ekranu o gruboSci wiek-

szej niz gleboko$§é wnikania i jednocze$nie mniej-

szej niz dlugo§é fali promieniowania uzytego do
pomiaréw. Uginajgca krawedZ ekranu musi byé li-
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" nig prosta. Rozmiary ekranu powinny byé takie,
aby fala pochodzaca od krawedzi uginajgcej miala
decydujacy wplyw na wskazania detektora.
Nastepnie zestawiamy uklad z badanym mate-
rialem w postaci ekranu uginajgcego w sposéb
wyj'aSnio.n'y blizej ma rysunku: quasi-monochroma-
tyczna i lokalnie ptaska fala elektromagnetyczna
ze ir6dila S po przejSciu przez polaryzator P pada
prostopadle na ekran uginajacy E, za ktérym w
cieniu geometrycznym umieszczone sg analizator A
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i detektor D moggce porusza¢ si¢ w plaszczyZnie
prostopadlej do ekranu i nakierowane na krawedz
uginajagca w odlegloSci co najmniej kilku dlugo-
Sci fal od tej krawedzi.

Dla pewnych katoéw ugiecia przy polaryzacji eli-
ptycznej fali padajgcej fala ugieta bedzie spolary-
zowana liniowo. Wobec powyzszego mierzgc kat
ugiecia @, przy ktérym otrzymujemy maksymalny
stosunek poélosi elipsy fali ugietej otrzymamy za-

10 lezno$é:
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gdzie AV jest réznicg faz skladowych E, i E, fali
padajacej, natomiast C i D odpowiednio czeScig
rzeczywista i urojong wspétczynnika odbicia.
Nastepnie iréd}q S i polaryzator P orientujemy
w ten spos6b, aby kierunek krawedzi uginajacej
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pokrywalt sie z Kkierunkiem duzej osi elliupSy‘fali
padajgcej i mierzymy kat @, przy ktérym kieru-
nek duzej osi elipsy fali ugietej tworzy z kierun-
kiem wyznaczonym przez krawedZ uginajgca kat
45°. Otrzymujemy nastepujaca zalezno$¢:

2

(&)2; [Cos—; ((I)g + Ez) + C cos_;((bg _ %)]2 n [D cos%(@z _%)]2 |
b [cos_; ((I)2 + %) — Ccos _; (q)z _%)]2 + [D cons%(tl)2 _%)]2

gdzie E_ /E & jest stosunikiem amplitud sktadowych
fali padajgcej. _

Rozwigzujac uklad réwman utworzony z zalez-
nofci (1) i (2) znajdujemy cze§¢ rzeczywista C
i urojong D wspbiczynnika odbicia. Nastepnie na
podstawie znanej zaleznosci:
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gdzie &, = 8,85X'10—"2 Fm—, natomiast w — czesto-
tliwos§é promieniowania wysytanego przez Zrédio S,
obliczymy przenikalno$§é dielektryczng & i przewod-
no§¢ o, czyli poszukiwane elektryczne parametry
materiatu.

Sposéb powyzszy moze byé stosowany dla sze-
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rokiego widma promieniowania elektromagnetycz-
neigo od fal radiowych do nadfioletu.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b wyznaczania elektrycznych parametréw
materialéw, znamienny tym, ze dokonuje sie po-
miaréw zmiany stanéw polaryzacji fali ugietej
przy danej polaryzacji fali padajacej, za pomoca
analizatora (A) i detektora (D)' umieszczonych w
cieniu geometrycznym w stosunku do zZrdédia (S)
i polaryzatora (P) i z pomiaréw tych wyznacza
sie charakterystyczne katy ugigcia P, ktore stuza
do wyliczenia zespolonego wspélczynnika odbicia
i nastepnie elektrycznych parametréw materiatu,
przy czym ekranem uginajacym (E) jest badany
materiat. ’ -
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